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•	 Untersuchung von Leitungsunterbrüchen im Nanosekun-
denbereich

•	 Leitungsunterbrüche über 30 µs führen zu einem Neuauf-
bau der Verbindung (min. 30ms Verzögerung)

•	 Impedanzänderungen bis 75 Ω beeinträchtigen die Ver-
bindung nicht
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